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2014年打ち上げ予定の次期X線天文衛星「ASTRO-H」には，0.4-12keVの軟X線帯域の撮像を行う裏面照射
型の国産X線CCDカメラである SXI（Soft X-ray Imager）を搭載する。 SXIは完全空乏化した裏面照射型CCD
であり，空乏層が受光面に暴露しているため，X線に加えて可視光や紫外線におよぶ広い波長帯域で高感度であ
るという特徴を持つ。　 SXIでは，カメラのフード部分に装備する汚染防止膜（CBF:Contamination Blocking
Filter)と，CCD素子表面にコートする可視光遮断層（OBL:Optical Blocking Layer）を組み合わせて，可視光
と紫外線を遮蔽する。これまで，OBLとして，ポリイミドを 2層のアルミニウムで挟み込む 3層構造のフィルム
について検討してきたが，現在アルミニウム単層をコートしたX線 CCDの開発を進めている。 　
我々は OBLの軟Ｘ線透過率を測定し，OBLを構成するアルミニウムとポリイミドの厚み求める目的で，高エ

ネルギー加速器研究機構の放射光施設のビームラインBL-11Aにおいて，OBLをコートしたCCDに 0.2-2.0 keV
の帯域のX線照射実験を行った。OBL をコーティングしたCCDに直入射 (0◦)と，斜め入射（50◦）の 2通りの
角度から，交互にＸ線を照射し，両条件下でX線CCD から得られるＸ線の強度比を求めた。この実験方法を用
いることによって，0.2-2.0 keVの帯域のX線の中でも，OBLを構成する，アルミニウム，酸素，窒素，炭素の
K吸収端付近のエネルギーのＸ線に対する検出強度を比較し，不感層となるOBL の厚みを決定することができ
る。本講演では，OBL の X線透過率測定結果について報告する。


